KTU Medziagy mokslo institute (MMI) vedami laboratoriniai darbai:

1. Dokumenty \ Banknoty apsaugos elementy identifikavimas.

Darbo tikslas: susipazinti su pagrindinémis priemonémis, apsauganc¢iomis dokumentus\banknotus nuo
padirbingjimo ir klastojimo. SuZinoti Siuolaikiniy dokumenty autentiSkumo jvertinimo metodus, dazniausiai
naudojamus dokumenty apsaugos technologijose. ISmokti identifikuoti banknotus\dokumentus.

2. Submikroniniy elementy kontrolé optiniu analizatoriumi NIKON - S.
Darbo tikslas: Submikroniniy elementy linijiniy ir zingsniniy matmeny kontrolé praeinancioje Sviesoje.
Matuojamyjy dydziy diapazonas nuo 0,5 iki 190 pm.

3. Dielektriniy pléveliy parametry matavimas lazeriniu elipsometru.
Darbo tikslas: Susipazinti su pagrindiniais elipsometrijos principais, matuojamais dydziais, bei iSmatuoti
dielektriniy pléveliy optinius parametrus lazeriniu elipsometru ,,Gaertner L115.

4. Pavirsiaus vilgumo kampo matavimas.
Darbo tikslas: Nustatyti duoty bandiniy drékinimo kampa po fizikinio, cheminio, mechaninio, joninio
plazminio ir kt. poveikio ir nubraizyti pavirsiy drékinimo diagramas

5. Atspindzio ir pralaidumo koeficienty matavimas fotometru FO — 1.

Darbo tikslas: Susipazinti su pagrindiniais fotometrines medziagy savybes apibtidinanciais dydziais bei
iSmatuoti fotometru FO— 1 pateikty bandiniy atspindZzio koeficientg arba pralaiduma skirtingiems §viesos
bangos ilgiams.

6. Infraraudonyjy spinduliy (IR) spektroskopija.

Darbo tikslas: Susipazinti su IR spektroskopijos metodu. SusipaZzinti su spektry registravimo
spektrofotometru SPECORD 75 ir infraraudonyjy spinduliy spektroskopijos budu identifikuoti polimery
misinius.

7. Spalvy matavimas spektrofotometriniu metodu.

Darbo tikslas: Susipazinti su pagrindiniais fotometrines medziagy savybes bei spalva apibiidinanciais
dydziais, iSmatuoti fotometru FO— 1 pateikty bandiniy atspindzio koeficientg skirtingiems Sviesos bangos
ilgiams ir apskai¢iuoti bandinio pagrindines spalvos charakteristikas.

8. Atominé absorbciné spektriné analizé.

Darbo tikslas: Susipazinti su pagrindiniais atominés absorbcijos spektrinés analizés principais, matuojamais
dydziais, bei iSmatuoti vario koncentracijg tirpale atominés absorbcinés spektroskopijos spektrometru AAS-
M403 “Perkin Elmer”.

9. Dielektrinés dangos (SiO2) formavimas vakuume elektrony spinduliu.
Darbo tikslas: susipazinti su dangy (SiO2) formavimo vakuume elektrony spinduliu technologija, suformuoti
jvairaus storio SiO2 dielektrines dangas ant Si padékly, naudojant elektrony patranka.

10. Keramikos tyrimas rentgeno spinduliy fotoelektronine ir Ozé elektronine spektroskopijomis
Darbo tikslas: susipazinti su rentgeno fotoelektrony spektroskopijos ir Ozé elektrony spektroskopijos
metodais, taip pat iStirti keramikos bandinio pavirsiy ,,XSAMS800 Kratos Analytical“ rentgeno fotoelektrony
spektrometru.

11. Lazeriné interferenciné litografija

Darbo tikslas: susipazinti su periodiniy strukttiry formavimo technologija — lazerine interferencine litografija.
Suformuoti periodines struktiiras fotoreziste, nustatyti suformuotos difrakcinés gardelés perioda, nustatyti
gardeliy orientacijg viena kitos atzvilgiu; optiniu mikroskopu jvertinti suformuoty struktiiry linijinius
matmenis ir kokybe.



12. Puslaidininkinio lazerio tyrimas

Darbo tikslas: susipazinti su optinés elektronikos puslaidininkiniais prietaisais, Sviesos diodu,
puslaidininkiniu lazeriu, fotodiodu, istirti puslaidininkinio lazerio voltamperine, liuksampering
charakteristikas ir nustatyti naudingumo koeficiento priklausomybe nuo lazerio sunaudojamos galios,
apskaiciuoti puslaidininkio draustinés juostos plotj ir nustatyti iSorinj kvantinj naSuma.

13. Periodiniy struktiiry tyrimas taikant optinius metodus
Darbo tikslas: susipazinti su periodiniy struktiiry tyrimais taikant optinius metodus, iSmatuoti periodiniy
struktiiry difrakcijos efektyvuma ir optiniu mikroskopu jvertinti jy geometrinius matmenis.

14. Ultravioletinés ir regimosios Sviesos spektroskopija
Darbo tikslas: susipazinti su ultravioletinés ir regimosios §viesos spektroskopijos metodu. Nustatyti
puslaidininkiniy plony pléveliy optines charakteristikas.

15. Puslaidininkio ir laidininko varzy elektriniai matavimai

Darbo tikslas: susipazinti su puslaidininkiy ir laidininky elektrinio laidumo mechanizmais. Atlikti ir
i8analizuoti temperatiros jtakos puslaidininkiy ir metaly varzai matavimus. I§ atlikty matavimy
puslaidininkiui nustatyti draustinés juostos plot;.

16. Skenuojamoji elektroniné mikroskopija (SEM) ir rentgeno spinduliy energijos dispersijos
spektrometrija (EDX/EDS)

Darbo tikslas: susipazinti su skenuojamosios elektroninés mikroskopijos ir rentgeno spinduliy
spektrometrijos metodais. Atlikti SEM matavimus taikant skirtingas matavimo modas ir iSmokti analizuoti
gautas nuotraukas. Atlikti EDX matavimus ir iSmokti nustatyti tiriamosios medziagos sudétj.

17. Keramikiniy medZiagy joninio laidumo matavimai taikant pilnutinés varzos spektroskopijos
metoda

Darbo tikslas: susipazinti su joninio laidumo mechanizmais keramikinése medziagose, atlikti $iy medziagy
joninio laidumo priklausomybés nuo temperatiiros matavimus ir nustatyti joninio laidumo aktyvacijos
energija.

18. Rentgeno fluorescenciné analizé

Darbo tikslas: susipazinti su rentgeno fluorescencinés analizés metodika, nustatyti nezinomus elementus
tiriamame bandinyje (kokybiné analiz¢), kiekvieno elemento santyking koncentracija bandinyje (kiekybiné
analize).

19. Kiekybinis kietyjy medziagy pavirSiaus laisvosios energijos jvertinimas

Darbo tikslas: naudojant kontaktinio kampo (KK) goniometra ir keturis skirtingus skyscius, jvertinti kietojo
kiino pavirsiaus kritinj jtempj (PKI), naudojant Zismano (Zisman) diagramas, ir pavir$iaus laisvaja energija
(PLE), naudojant Ovenso (Owens) ir Vendo (Wendt) grafika.

20. Plonasluoksniy struktiry topologijos formavimas kontaktinés optinés litografijos budu
Darbo tikslas: kontaktinés optinés litografijos (fotolitografijos) technologinio proceso buidu suformuoti ir
apibiidinti vienasluoksne topologija (piesinj) ant Si padéklo.

21. Pavirsiaus tyrimas atominiy jégy mikroskopu
Darbo tikslas: i§mokti apibiidinti bandinio pavir§iy atominiy jégy mikroskopu (AJM): kiekybiskai jvertinti
tiriamojo bandinio pavirSiaus morfologijg ir kitas savybes.

22. Konduktometriné analizé
Darbo tikslas: iSmokti nustatyti ir jvertinti jvairiy medziagy tirpaly laiduma. Susipazinti su savitojo elektrinio
laidzio (SEL) matavimo priemonémis ir matavimo technika.



23. Poliarizacinio lazerio ateniuatoriaus tyrimas
Darbo tikslas: Susipazinti su poliarizacinés optikos désningumais bei galimybémis poliarizuojanéius
elementus panaudoti lazerio pluosto intensyvumo valdymui.

24. Briusterio (Brewster) kampo nustatymas naudojant balta poliarizuota $viesa

Darbo tikslas: Skirtingo lazio rodiklio dielektriniy medziagy Briusterio kampo nustatymas prie laisvai
pasirinkto bangos ilgio regimajame diapazone naudojant motorizuota baltos poliarizuotos Sviesos matavimy
stenda.

25. Lazerinis medziagy apdirbimas femtosekundiniais impulsais
Darbo tikslas: Lazerinio poveikio slenks¢io nustatymas ir medZiagy pavirSiaus mikroapdirbimas naudojant
femtosekundinj lazerj Pharos ir mikroapdirbimo sistemg FemtoLAB.

26. Zadinimo-sondavimo spektroskopija
Darbo tikslas: Medziagy kinetinés sugerties tyrimas zadinimo-zondavimo spektrometru Harpia ir
femtosekundiniu lazeriu Pharos.

27. Keraminiy sluoksniy formavimas plazminio purskimo metodu
Darbo tikslas: susipazinti su vakuuminiu plazminio purskimo metodu bei suformuoti keraminius sluoksnius.



